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Patentrecherche
leicht gemacht
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eine Datenbank in der Sie in Ihrem
Gesamtdatenbestand von
Patentdokumenten recherchieren und
analysieren können?

eine recherchierbare Datenbank mit Ihren
individuell definierten Daten?

für Ihr eigenes Datenbanksystem
individuell angepasste Daten

hat die passende Lösung
für Sie!

XPAT
MIMOSA
Rohdaten

PATONPROFIL

PATONPROFIL



Rohdatenlieferung

Recherchieren sie schnell und komfortabel in
Ihren Patentdokumenten im Mimosa-Format.

Mimosa ist eine Standardsoftware zur
Patentrecherche und wird durch das
Europäische Patentamt fortlaufend
weiterentwickelt.

Retrieval Software MIMOSA

Lieferbare Patentschriften mit

recherchierbaren bibliographischen Daten

DE ab 1970

EP ab 1978

WO ab 1978

US ab 1976

JP ab 1976

RU ab 1994

BG, CN, DD, HU, KR, LT, LV, PL, RO, SK u.v.m.
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bibliographische Daten in ST.32- und ST.36
bzw. als Textdatei,

bibliographische Daten mit englischem bzw.
verfügbarem deutschem Titel und bstract

PDF-Volltexte mit Inhaltsverzeichnis

das 1. Bild als GIF-Datei
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Wir liefern
die Daten in jedem gewünschtem Format!

... ...intelligent solution for patent working
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Patentdaten aus allen Quellen

Professionelle und anpassbare
uchmöglichkeiten

Grabber zur kostenlosen Nutzung von Daten
aus dem Internet

Statistikmodul zur Graphischen Auswertung
von Patentdaten

Elektronischer Patentumlauf

Automatische Überwachung

Dokumentenverteilung

Patentaktenverwaltung

Vollschriftenarchiv

Klassifikation und Kommentierung
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Nähere Informationen im XPAT-Flyer!
Melden Sie sich zum

kostenlosen und unverbindlichem Online-Test!

XPAT


